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(57) Abstract: The invention relates to an aperture diffraction interferometer (ADI) for the inspection and measurement of oph-
< thalmic optical components. The invention comprises: a radiation source (1), a lens system (3), a support that is suitable for any type

of ophthalmic component being tested (4), a focusing lens (5), a semi-transparent sheet comprising an aperture (6), and an image-ac-
I~ quisition system (10). The aforementioned aperture generates a quasi-spherical reference wave which interferes with the portion of
€, the beam that passes outside same. The interference pattern provides the optical characteristics of the component, including defects.
The inventive interferometer is robust and can be easily aligned owing to the fact that the size of the aperture in the semi-transparent
sheet is greater than that defined by diffraction of the wave incident thereon.
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\& (57) Resumen: Interferémetro de difraccién por orificio, IDO, para inspeccién y medida de componentes pticos oftalmicos, que

& comprende una fuente de radiacién (1), un sistema de lentes (3), un soporte adecuado a cada tipo de componente oftalmico bajo test

& (4), una lente focalizadora (5) una ldmina semitransparente con un orificio (6) y un sistema de adquisicién de imégenes (10). El
orificio genera una onda cuasi-esférica de referencia que interfiere con la porcién del haz que pasa por fuera del mismo. El patrén
de interferencia proporciona las caracteristicas opticas del componente, incluyendo defectos. Debido a que el tamafio del orificio de
la 1dmina semitransparente es mayor que el limitado por difraccién de la onda que sobre €l incide, el interferémetro resulta robusto
y de fécil alineamiento.
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